

























9. X線回折法によるGaAsのノンス トイキオメ トリー
に関する研究
酒 井 桂
GaAs結晶のス トイキオメトリー のずれ (NSTO)を評価する方法として,藤本が単色X線
回折法で (002)反射積分強度を測定したが,本研究はこれの応用かつ検証である｡ 原理は,
(002)強度がNSTOに比例 し,かつ波長及び欠陥依存性をもつというものである｡
まず,白色X線で簡便な装置を使ってGaとAsの蛍光X線強度も測定してみたが, 蛍光Ⅹ
線からはNSTOについての情報が得られなかった｡ その次に,異常分散を利用するためSR
光を使って吸収端付近で実験してみたところ,藤本の理論から予測されるとお り強度変化の反
転が起こり,理論の検証ができた｡また波長を適当に選べば精度の向上が可能であり,吸収端
で行なえば, (002)As面でのずれと(002)Ga面でのそれが,それぞれわかるであろう｡
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